Kontrolliert zu fehlerfreien THT-Ergebnissen

SEHO Inspektionslosungen

Komplettlésungen fir Létprozesse und automatische Fertigungslinien
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WARUM THT-AOI ANFORDERUNGEN
= 100% fehlerfreier Produktionsprozess = kein Fehlerschlupf bei mdglichst niedriger
= 100% dokumentierter Prozess, Pseudofenlerrate

unabhangig vom menschlichen = Taktzeit

Biorhythmus -

Selio -

kosteneffiziente Nacharbeit

flexible Integrierung in den
Produktionsprozess



Typische Herausforderungen
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Prasenz von Bauteilen
Vollstandigkeitspriufung
Korrekte Orientierung / Polaritat
OCV

Farberkennung / -abgleich
Lesen von Codes
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Lotstelleninspektion

= Brlcken

= Lotperlen

= offene Ldtstellen

= ungentigende Benetzung
= fehlender Pin

= fehlender Meniskus

= abgeschwemmte SMDs
= Lesen von Produkt-1Ds
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AssemblyCheck: BestuckkontrollerampAdeliSolciz

Selio
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SEHO AssemblyCheck tuckkontrolle am Arbeitsplatz

1,"?3

L. . AR A W

2 -

R
Direkte Rickmeldung, ob alle
Komponenten korrekt montiert sind.

v" mogliche Fehler werden eliminiert

v" deutliche Qualitats- und Ertragssteigerung
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PowerVision: THT-AOI
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Integrierung in ein SEHO Selektiv-Lotsystem: ‘

= keine zusatzliche Stellflache erforderlich

= Kostenersparnis: das komplette Handling der Baugruppen tibernimmt die Lotanlage

= fehlerhafte Baugruppen kdnnen automatisch aus der Linie genommen werden

11314 0A

fir nahezu alle Selektiv-Létanlagen & WINNER

von SEHO verfugbar . P
& GLOBAL
\JM TECHNGLOGY
M AWARDS

ST PACKAGING
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Integrierung in die SEHO PowerSelective

feststehend in der Produktionszelle

fur taktzeitunabhangige
Applikationen

installiert auf separatem
Achsensystem

paralleler Prozess, keine

E Beeinflussung der Taktzeit
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Integrierung in die SEHO Selectlin

integriert in einem beliebigen
SelectLine-Modul

= nach dem Lotprozess

= nach dem Burstprozess
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Integrierung in die SEHO Selectline "=1=1k 1

SEHO PowerSelective

selektives Bursten und AOI auf
mﬂ zwei parallel arbeitenden Stationen
— (Modul aus SelectLine-C Serie)
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Integrierung in eine beliebige THI=FertiguneSMER U CIENL R 0%

\Vor einem beliebigen Wellen- oder
Selektiv-Lotsystem installiert

Stand-Alone Modul

SEHO AssemblyCheck — Bestluckkontrolle auf _ _ _ _
Bestiickbandebene Inline-Lotstelleninspektion nach einem

SEHO PowerVision — Létstelleninspektion auf E?Itleb'?en Wellen- oder Selektiv-
Ricktransportebene otsystem

Selio
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Beispiel aus der Praxis ‘

Selio
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Beispiel aus der Praxis
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Programmierung: Einfach und effizi
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Programmierung: Einfach und effizient

= einfache Programmierung mit SEHO Offline Teach Program
= automatische Inspektionssuche
= umfangreiche Bauteilbibliothek, individuell erweiterbar

]
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P> Fiducials
FID

B> Z corrections
Z_CORR

B> Inspection
@
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[ s

Bauteilbibliothek
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SEHOvVision Analyse-Software

Effiziente Prozesskontrolle

Jidoka — proaktive Fehlervermeidung

Trendindikator — schnelle Optimierung des Priifplans

Heatmap - schnelle Prozessoptimierung .

1%

15

77,772

BRlEg s our Passion]

| Wave | AOI | Automation & Handling | Know-How
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SEHOspc — Statistische Tools zur Prozessoptumientnge:

AOI program

Period
From Evaluation
© Whole day
7/25/2014 T *) shift

To

8/25/2016

[ Refresh ] [

| Statistical key figures
Basical key figures
Good inspections:
Total inspections:
Key figures

False calls per million opportunities:
Defects per miion oppor tunities: 791946

First time pass: 148%

Error heat map
SIEMENSWIEN_1panel - offene Loetstelle
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Number of errors

AOIl | Automation & Handling | Know-How

Error classes - total
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Error class - offene Loetstelle

AOI program

Error classes at position x=-27.1975 and y=-29.8295
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Error dasses
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Null-Fehler Fertigungskonzepte

Selio
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Null-Fehler Fertigungskonzepte ‘

BESTUCK-

PLATZ

fehlerfreie
Baugruppen

LOTEN

FLUXEN -
VORHEIZEN BURSTEN

SEPARIEREN

als fehlerhaft
erkannte
Baugruppen

SELEKTIVER REWORK PROZESS UND AQI
Selio
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Null-Fehler-Fertigungskonzepte

normale Fertigungssequenz

= Multiwellen-Lotprozess
= AOI auf Achsensystem in der Ablageposition
,Gut-Teile“ werden nach rechts ausgeschleust

Nacharbeit

zweiter Durchlauf fur fehlerhafte BG

= Schlecht-Teile“ werden nach links

ausgeschleust i 2 ;; //gf/

= Software generiert automatisch einen S - e m——
Rework-Job — keine Verifizierung |
erforderlich | ’ =

= selektive Nacharbeit mit Miniwelle
= AOI
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Null-Fehler Fertigungskonzepte

Nacharbeit nur fur fehlerhafte Lotstellen

» |nline-System mit bis zu 6 Miniwellen-L6teinheiten
= AOIl integriert als zusatzliche parallele Arbeitsstation

= Werkstlcktrager mit ,Gut-Teilen®:
automatische Entladung und Bestlickung mit neuer Baugruppe

= Werkstucktrager mit ,Schlecht-Teilen®:
Ruckflhrung zum Einlauf flr einen zweiten Durchlauf
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Null-Fehler Fertigungskonzepte

n konsistente’ hohe Produktqua“tat = hohere PrOdUktiOnsgeSChWindigkeit
= Optimierte Produktionskosten " VO”Standige Nachverfolgbarkeit und Dokumentation

Selir\ = kein IPC-geschultes Personal erforderlich optimierte Ressourcennutzung
e = Skalierbarkeit
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There's more to come: Roadmap
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)sungen
earning in Electronics Production

Zusammenfassung

a
bc

= Einsatz von Methoden des maschinellen 7 AR
Lernens (ML) in der Elektronikproduktion. Y i
. . Gt « N(BUC) =n(B)+n(C)n(8n) s
-> ML als Schliisseltechnologie fir W . e 7
kiinstliche Intelligenz. msed T 11 S04
= Verbesserung von Maschinen/Prozessen
durch ML-basierte Kontrollen. ———
A alb+c) = ab4ac
= ML ermdoglicht die Erstellung von Modellen AN nevem
far komplexe nichtlineare Zusammenhange \__/ ‘ ;
au S D ate n . Quelle: https:IIV\ANw.it-dain.net/it-sic-herheit/cIoud-security/ki-einsatz-in-der-it-security-ja-aber

Das Gesamtziel des D-LEAP Projekts ist daher die kontinuierliche Uberwachung und Optimierung von
Elektronikproduktionssystemen und —prozessen mittels ML-Methoden.

Selio

Ziel far die Systeme von SEHO: Softwaretool, das selbststandig Verifizierungen durchfihrt.
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D-LEAP

—|N L
n___JA

Weltere Schritte

ein Prototypen-Softwaretool zur Durchfiihrung eines Kl-Verifyprozesses befindet sich aktuell im
Aufbau

unabhangige Verifikationen, mit einigen Zusatzinformationen (z.B. Sicherheitswert)
Test in Produktionsumgebung: Vergleich zwischen manuellem Verify und Kl-Verify
bei Erfolg: Integration in SEHO Verify-Software




Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

Wir freuen uns auf lhre Fragen
und Diskussionspunkte

5 ""‘ A @ Automatisierung

Know How
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